













































































































































	第Ⅱ部　各論
	第4章　物理探査
	4-2 物性測定
	4-2-1 測定方法
	4-2-2 測定装置及び機材
	4-2-3 測定結果

	4-3 解析及び考察
	4-3-1 標準試料の物性の特徴
	4-3-2 IP検層と地表IP異常との対応
	4-3-3 地表IP異常の再解析結果
	4-3-4 各孔ごとの物性値相互の関係
	4-3-5 各孔の物性値の比較
	4-3-6 物性データから推定される地表IP異常の原因
	4-3-7 磁気異常の再解析結果




